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UNIVERSIDADE,

Leia estas instrugoes:

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estdo corretos e, em
1 seguida, assine no espaco reservado. Caso se identifigue em qualguer outro local
deste Caderno, vocé serd eliminado do Processo Seletivo.

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de redacdo e 50 questoes
2 de multipla escolha, assim distribuidas: 01 a 10 »Lingua Portuguesa; 11 a 20 »
Legislacdo; 21 a 50 » Conhecimentos Especificos.

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno estd completo e sem
imperfeicdoes grdficas que impecam a leitura. Detectado algum problema,
comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.

4 Aredacdo serd avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaco
reservado para o fexto definitivo.

5 Escreva de modo legivel, pois duvida gerada por grafia ou rasura implicard
reducdo de pontos.

6 Cada questdo de multipla escolha apresenta quatro opgdes de resposta, das
quais apenas uma é correta.

7 Interpretar as questdes faz parte da avaliacdo; portanto, ndo adianta pedir
esclarecimentos aos fiscais.

g Utilize qualquer espa¢o em branco deste Caderno para rascunhos e ndo
destaque nenhuma folha.

9 Os rascunhos e as marcagdes que vocé fizer neste Caderno ndo serdo
considerados para efeito de avaliacdo.

10 Vocé dispde de, no mdaximo, quatro horas e trinta minutos para redigir o fexto
definitivo, responder as questdes e preencher a Folha de Respostas.

11 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

12 Antes de reftirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a
Folha de Respostas.

Assinatura do Candidato:

MPERVE
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Prova de Redacgdo

Uma matéria publicada no Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, de margo de 2013, afirma que,
de acordo com o Censo 2010, realizado pelo IBGE, o nimero de brasileiros com diploma
universitario passou de 4,4%, em 2000, para 7,9%, em 2010. Segue reproduzido trecho da
matéria, assinada pela professora Eliane Ribeiro, do Programa de Pés-Graduacdo em Educagao

da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

A universalizacdo do ensino fundamental e, por conseguinte, a expressiva chegada da
populacdo jovem ao ensino médio tem despertado, em setores tradicionalmente excluidos
do ensino superior no Brasil, a possibilidade concreta de acesso a carreira universitaria,
como estratégia plausivel para alavancar melhores niveis de vida e relativa mobilidade

sociocultural [...].

Disponivel em: www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1385. Acesso em: 29 de maio de 2013.
PROPOSTA DE REDACAO

Diante desse novo cenario de acesso ao ensino superior, produza um artigo de opinido, no qual

vocé defenda um ponto de vista em resposta ao seguinte questionamento:

O diploma de um curso superior é condicdo necessdria para ter sucesso no mundo do

frabalho, no século XXI?

INSTRUCOES

@ Seu artigo deverd, obrigatoriamente, atender as seguintes exigéncias:
e serredigido no espacgo destinado ao texto definitivo;

e apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no minimo, dois
argumentos;

e serredigido na variedade padrao da lingua portuguesa;
e nao ser escrito em versos;
e conter, no maximo, 40 linhas;

e nao ser assinado (nem mesmo com pseuddnimo).

ATENGCAO

@ Ser4 atribuida NOTA ZERO a redagdo em qualquer um dos seguintes casos:
e texto com até 14 linhas;

o fuga ao tema ou a proposta;

o letrailegivel;

o identificacdo do candidato (nome, assinatura ou pseudénimo);

e artigo escrito em versos.

Observacado:
Embora se trate de um artigo de opinido, NAO ASSINE O TEXTO (nem mesmo com pseuddnimo).
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Lingua Portuguesa

As questdes de 01 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

A biblioteca roubada
VLADIMIR SAFATLE

"A Carta Roubada" € um dos contos mais célebres de Edgar Allan Poe. Nele, o escritor
norte-americano conta a histéria de um ministro que resolve chantagear a rainha roubando
a carta que lhe fora enderecada por um amante.

Desesperada, a rainha encarrega sua policia secreta de encontrar a carta, que
provavelmente deveria estar na casa do ministro. Uma astuta andalise, com 0s mais
modernos métodos, é feita sem sucesso. Reconhecendo sua incompeténcia, o chefe de
policia apela a Auguste Dupin, um detetive que tem a Unica ideia sensata do conto:
procurar a carta no lugar mais 6bvio possivel, a saber, em um porta-cartas em cima da
lareira.

A leitura do conto de Edgar Allan Poe deveria ser obrigatdria para os responsaveis pela
educacdo publica. Muitas vezes, eles parecem se deleitar em procurar as mais finas
explicagbes, contratar os mais astutos consultores internacionais com seus métodos
pretensamente inovadores, sendo que os problemas a combater s8o priméarios e Obvios
para qualquer um que queira, de fato, enxerga-los.

Por exemplo, ha semanas descobrimos, gracas ao Censo Escolar de 2011, que 72,5% das
escolas publicas brasileiras simplesmente ndo tém bibliotecas. Isto equivale a 113.269
escolas. Um descaso que ndo mudou com o tempo, ja que, das 7.284 escolas construidas a
partir de 2008, apenas 19,4% tém algo parecido com uma biblioteca.

Mesmo S&o Paulo, o Estado mais rico da Federagdo, conseguiu ter 85% de suas escolas
publicas nessa situacdo. Ou seja, um numero pior do que a média nacional.

Diante de resultados dessa magnitude, ndo ¢é dificil entender a matriz dos graves
problemas educacionais que atravessamos. Dificil é entender por que demoramos tanto
para ter uma imagem dessa realidade.

Ninguém precisa de mais um discurso 6bvio sobre a importancia da leitura e do contato
efetivo com livros para a boa formacédo educacional. Ou melhor, ninguém a nédo ser os
administradores da educacdo publica, em todas as suas esferas. Pois nao faz sentido
algum discutir o fracasso educacional brasileiro se questdes elementares sao
negligenciadas a tal ponto.

Em politica educacional, talvez vamos acabar por descobrir que "menos é mais". Quanto
menos "revolu¢gdes na educacdo" e quanto mais capacidade de realmente priorizar a
resolucdo de problemas elementares (bibliotecas, valorizacdo da carreira dos professores
etc.), melhor para todos.

A nao ser para os consultores contratados a peso de ouro para vender o mais novo método
educacional, portador de grandes promessas.

Disponivel em: <http://wwwl.folha.uol.com.br>. Acesso em: 07 maio 2013. [Adaptado]

01. A referéncia a um conto de Edgar Allan Poe justifica-se porque esse conto é

A) um género textual de circulacdo restrita ao meio académico.

B) uma obra de ficcdo que, estruturalmente, representa um género textual com

caracteristicas semelhantes as de “A biblioteca roubada”.

C) um género textual de circulacao restrita a jornais e revistas.

D) uma obra de ficcdo cujos acontecimentos revelam uma aproximacdo com a tematica

presente em “A biblioteca roubada”.
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02.

03.

04.

05.

06.

De forma dominante, o texto

A) descreve o quadro da falta de bibliotecas nas escolas publicas brasileiras.
B) comenta sobre a atualidade temética de uma célebre obra de ficgéo.

C) defende um ponto de vista acerca das politicas educacionais brasileiras.

D) explica a realidade educacional brasileira a partir de uma obra de ficgéo.

No trecho “Ninguém precisa de mais um discurso 6bvio sobre a importancia da leitura [...]”
(linha 24), esta pressuposto que

A) é desnecessario mais um discurso 6bvio sobre a importancia da leitura.
B) existem varios discursos 6bvios sobre a importancia da leitura.
C) é desnecessario haver discursos 6bvios sobre a importancia da leitura.

D) existem outros discursos mais 6bvios sobre a importancia da leitura.

O autor usa a expressao “Em politica educacional” (linha 29) com a intencéo de
A) delimitar a um campo do conhecimento a afirmacédo que a segue.

B) fazer ironia em relagdo a ineficacia das politicas educacionais.

C) polemizar com os responsaveis pela formulagdo de politicas educacionais.

D) explicar por que as politicas educacionais séo ineficazes.

Para desenvolver a ideia central, no penultimo paragrafo, o autor vale-se de uma relacéo
semantica de

A) adversidade.
B) concessao.
C) finalidade.
D) proporcgéo.

Considere o seguinte periodo:

“Nele, o escritor norte-americano conta a histéria de um ministro que resolve chantagear a
rainha roubando a carta que lhe fora enderegada por um amante.” (linhas 1 a 3),

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que

A) a primeira tem como referente “a rainha”, e a segunda indica uma ac¢ao anterior ao roubo
da carta.

B) a primeira tem como referente “um ministro”, e a segunda indica uma agdo concomitante
ao roubo da carta.

C) a primeira tem como referente “a rainha”, e a segunda indica uma ag¢ao concomitante a
chantagem feita pelo ministro.

D) a primeira tem como referente “um ministro”, e a segunda indica uma agao anterior a
chantagem feita pelo ministro.
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07. Considere o seguinte periodo:

“A leitura do conto de Edgar Allan Poe deveria ser obrigatéria para os responsaveis
pela educagao publica.” (linhas 10 e 11)

Se o0 nucleo do sujeito for flexionado para o plural, na locucdo em destaque,
A) apenas o verbo principal acompanharé essa flexao.

B) apenas o verbo auxiliar acompanhara essa flexao.

C) ambos os verbos irdo para o plural.

D) ambos os verbos permanecerao no singular.

08. Em “A nédo ser para os consultores contratados a peso de ouro [...]” (linha 33), a expressao
em destaque exerce uma funcéo

A) substantiva.
B) adjetiva.
C) adverbial.

D) pronominal.

09. Considere o trecho a seguir:

“Reconhecendo sua incompeténcia, o chefe de policia apela a Auguste Dupin [...]".
(linhas 6 e 7)

Desenvolvendo-se a oracdo destacada e mantendo-se a mesma relagcdo semantica, obtém-se
a forma

A) “Como reconhece sua incompeténcia, [...]".
B) “Enquanto reconhece sua incompeténcia, [...]".
C) “Embora reconhecga sua incompeténcia, [...]".

D) “Caso reconhega sua incompeténcia, [...]".

10. Considere o paragrafo:

“Ninguém precisa de mais um discurso obvio sobre a importancia da leitura e do
contato efetivo com livros para a boa formacédo educacional. Ou melhor, ninguém a
nao ser os administradores da educacdo publica, em todas as suas esferas. Pois
ndo faz sentido algum discutir o fracasso educacional brasileiro se questfes
elementares sdo negligenciadas a tal ponto.” (linhas 24 a 28)

Tomando-se como referéncia as relagdes sintatico-seméanticas da lingua portuguesa, é
correto afirmar que

A) a virgula apdés “ou melhor” justifica-se, porque essa expressao nédo introduz uma oracéo
alternativa.

B) a ocorréncia do ponto antes de “pois” justifica-se, porque a explicacdo introduzida por
essa palavra néo se refere ao periodo imediatamente anterior.

C) a ocorréncia do ponto antes de “pois” ndo se justifica, porque a explicagéo introduzida por
essa palavra néo se refere ao periodo imediatamente anterior.

D) a virgula apds “ou melhor” ndo se justifica, porque essa expressdo introduz uma oragao
explicativa.

Concurso Publico UFRN 2013 » Tecndlogo / Microscopia 9



Legislacao 11 a 20

11.

12.

13.

14.

15.

Considere as afirmativas abaixo, referentes & Revers&o prevista na Lei n® 8.112/90.

I Reversdo é o retorno a atividade de servidor aposentado.

I A reverséo far-se-a no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformacao.

O servidor que retornar a atividade por interesse da administracdo percebera, em
substituicdo aos proventos da aposentadoria, a remuneracdo do cargo que voltar a
exercer, excluidas as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a
aposentadoria.

O tempo em que o servidor estiver em exercicio sera considerado para concessao da

v aposentadoria.

Estdo corretas as afirmativas
A) L1l elV. B) I, lllelV. C) Il elll. D) lll e IV.

Um servidor publico federal que estava em disponibilidade retornou a atividade em cargo de
atribuicdes e vencimentos compativeis com aquele que ocupava anteriormente. De acordo
com a Lei n®8.112/90, é correto afirmar que esse servidor foi

A) aproveitado. B) reconduzido. C) readaptado. D) reintegrado.

Considere as afirmativas a seguir, relacionadas aos Direitos e as Vantagens do servidor
publico estatutario, previstos na Lei n® 8.112/90.

| Remuneracdo é a retribuicdo pecuniaria pelo exercicio de cargo publico, com valor
fixado em lei.

O vencimento, a remuneracdo e o provento ndo serdo objeto de arresto, sequestro ou
penhora, exceto nos casos de prestacdo de alimentos resultante de decisao judicial.

Na hip6tese do servidor publico federal se afastar para exercer cargo em comissao ou
Il funcdo de confianca em outro 6rgdo do Municipio, a ajuda de custo serd paga pelo
O0rgao cessionario, quando cabivel.

As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de forca maior poderdo ser
IV ' compensadas a critério da chefia imediata, porém, ndo serdo consideradas como

efetivo exercicio.

Estdo corretas as afirmativas
A) lelll B)lelV. C)llelV. D) Il e IlI.

De acordo com a Lei n® 8.112/90, pode-se afirmar que o auxilio-moradia sera

A) concedido, mesmo que o cdnjuge ou companheiro do servidor ocupe imével funcional.
B) limitado a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneracao de Ministro de Estado.

C) negado ao servidor, se alguma pessoa que resida com ele receba auxilio-moradia.

D) deferido ao servidor, ainda que exista imével funcional disponivel para o seu uso.

Um servidor publico federal estavel requereu afastamento para participacdo em programa de
mestrado no Pais. A luz do que dispde a Lei n® 8.112/90, é correto afirmar que esse
afastamento poderé ser concedido

A) ao servidor que tiver se afastado por licenca para tratar de assuntos particulares nos dois
ultimos anos anteriores a data da solicitacdo do afastamento para participacdo no
programa.

B) ao servidor titular de cargo efetivo que esteja ha pelo menos 3 (irés) anos, incluido o
estagio probatdrio, no respectivo érgao ou entidade.

C) ao servidor que puder participar no programa, simultaneamente, com o exercicio do cargo
ou mediante a compensacao de horario.

D) ao servidor que se afastou para gozo de licenca para capacitagcdo nos dois ultimos anos
anteriores a data do pedido do afastamento a fim participar do programa.
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16.

17.

18.

19.

20.

De acordo com o Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis da Unido (Lei n° 8.112/90), a
acdo disciplinar prescrevera em

A) dois anos, quanto as infrac8es puniveis com suspensao.
B) um ano, quanto as infrac8es puniveis com adverténcia.
C) trés anos, quanto as infrac8es puniveis com cassacao de aposentadoria.

D) seis anos, quanto as infragdes puniveis com demisséo.

Considere as afirmativas no quadro a seguir, relacionadas ao PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, normatizado na Lei n° 8.112/90.

| O servidor que estiver respondendo a processo disciplinar podera ser exonerado a
pedido antes do término do referido processo disciplinar.

A revisdo do processo disciplinar podera ocorrer somente de oficio, desde que
existam fatos novos.

O presidente da comissdo que conduz o processo disciplinar deve ocupar cargo
Il efetivo superior ou de mesmo nivel, ou ter nivel de escolaridade igual ou superior
ao do indiciado.

Quando o relatério da comissdo contrariar as provas dos autos, a autoridade

IV | julgadora poderd, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-la ou
isentar o servidor de responsabilidade.

Estao corretas as afirmativas
A) lell B) Il e lll. C)lelVv. D) lll e IV.

Considerando-se as normas referentes ao inquérito administrativo, previstas na Lei n°

8.112/90, é correto afirmar que

A) o procurador do acusado poderd assistir ao interrogatério bem como interferir,
diretamente, nas perguntas e respostas das testemunhas.

B) o incidente de sanidade mental sera processado em auto apartado e apenso ao processo
principal, apés a expedicdo do laudo pericial.

C) o depoimento serd prestado oralmente e reduzido a termo, sendo licito a testemunha
trazé-lo por escrito.

D) o pedido de prova pericial sera deferido, ainda que a comprovacao do fato independa de
conhecimento especial de perito.

Analise as assertivas a seguir, relacionadas a SEGURIDADE SOCIAL do servidor publico
federal, prevista na Lei n° 8.112/90.

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de crianca até um ano de idade,

| ~ . . .
serdo concedidos noventa dias de licenca remunerada.

O pagamento do auxilio-reclusdo cessard a partir do dia imediato aquele em que o
servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

Il - O dependente do servidor publico tem direito ao auxilio-natalidade.

O servidor sera aposentado, compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de

idade.

Estao corretas as afirmativas
A) ll e lll. B)lell C)lllelV. D) Il elV.

A luz do disposto na Seguridade Social do servidor puablico civil da Unido, prevista na Lei n°
8.112/90, sado beneficiarios da penséo vitalicia

A) o irméo 6rfdo que comprove dependéncia econémica do servidor.

B) o menor sob guarda ou tutela do servidor, independentemente da dependéncia econémica.
C) o pai e a mde que comprovem dependéncia econémica do servidor.

D) o enteado que dependa economicamente do servidor.
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Conhecimentos Especificos 21 a 50

21.

22.

23.

24.

25.

Plasma etching € uma técnica importante, aplicada em amostras para microscopia eletrénica
de varredura e transmissdo. Essa técnica promove

A) a eliminagdo de impurezas superficiais.
B) a revelagdo microestrutural de amostras.
C) a metalizacdo da superficie de amostras nao condutoras.

D) a metalizagc&o de amostras néo ferrosas.

As lentes objetivas do microscépio 6ptico sdo responsaveis por

A) ajustar a abertura do condensador a abertura das lentes oculares, melhorando a qualidade
da imagem priméria formada.

B) controlar a quantidade de luz disponivel para formac¢ao da imagem, assim como formar a
imagem ampliada e invertida do objeto.

C) ampliar a imagem primaria, transformando-a em imagem real, que pode ter sua qualidade
melhorada no conjunto de oculares.

D) formar a imagem real e ampliada do objeto, ndo podendo ter a qualidade da imagem
melhorada por outros componentes do microscépio.

No sistema FIB (Focused lon Beam), normalmente, sdo utilizados
A) ions de carbono, que sao Uteis na realizagao de andlises via microscopia tridimensional.
B) ions de tungsténio, que sdo Uteis na realizacdo de analises via microscopia tridimensional.

C) ions de hexaboreto de lantanio, que séo Uteis na confec¢cdo de laminas para microscopia
eletrénica de transmisséo.

D) ions de gélio, que sado uteis na confeccdo de laminas para andlise via microscopia
eletronica de transmisséao.

Toda a imagem fornecida por uma lente ou orificio apresenta um padrédo de difracdo, seja por
observacédo direta ou apds ter sido projetada sobre um anteparo. De acordo com o critério de
Rayleigh, o poder de resolucéo de instrumentos opticos é definido como

A) a capacidade do instrumento de resolver dois objetos submetidos por uma separacéo
angular pequena de visualizacgéo.

B) a capacidade da onda difratada pelos objetos poder ser identificada pelo microscopio
Optico.

C) a diferenca entre o primeiro minimo quadrado de difracdo de um dos orificios e a minima
central do outro feixe.

D) a diferenca de caminho 64tico entre os dois feixes difratados pelo orificio.

A correcdo de aberracdo esférica em microscopia eletrénica de varredura proporciona
A) o aumento da energia do feixe, melhorando a qualidade de imagem.

B) a reducédo do diametro do feixe de elétrons, melhorando a qualidade de imagem.
C) a reducdo da emissédo de elétrons primordiais, aumentando o contraste de imagem.

D) o aumento da emissao de elétrons primordiais, aumentando o contraste de imagem.
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26. Constituem componentes 6ticos responsaveis pela geracdo de imagens em um microscépio
Optico:
A) lentes oculares e filtros de polarizacgéo.
B) revélver de objetivas e fonte de iluminacgao.
C) oculares de compensacao e objetivas acromaticas.

D) porta amostra e diafragmas.

27. Ao aumentar a ampliacdo de imagem em um microscépio eletrénico de varredura, ocorre
A) aumento da area de varredura.
B) reducao da area de varredura.
C) aumento da tenséo de aceleracdo do feixe de elétrons.

D) reducgéo da tens@o de aceleragdo do feixe de elétrons.

28. A distancia de trabalho (WD) € um parédmetro de operagdo do microscOpio eletrdnico de
varredura. Em relacédo a essa distancia, é correto afirmar:

A) A profundidade foco independe da distancia de trabalho.
B) A resolucdo independe da distancia de trabalho.
C) Quanto menor a distancia de trabalho, maior sera a resolucéo.

D) Quanto maior a distancia de trabalho, menor sera a profundidade de foco.

29. A interagdo entre os elétrons de alta energia com as camadas eletrénicas dos atomos da
amostra promove a producdo de um sinal extremamente importante para estudos analiticos.
Esse sinal é resultado da emissao de

A) raios y.

B) elétrons Auger.

C) elétrons retroespalhados.
D) raios-X.

30. O Microscopio Eletronico de Varredura possui caracteristicas distintas em funcdo do detector
utilizado. O tipo de detector utilizado e o nivel de energia dos elétrons para geracdo de
imagens com elevada ampliacdo e detalhes morfolégicos superficiais sdo, respectivamente,

A) detector de elétrons secundarios e energia abaixo de 50 eV.
B) detector de elétrons secundéarios e energia acima de 50 eV.
C) detector de elétrons retroespalhados e energia abaixo de 50 eV.

D) detector de elétrons retroespalhados e energia acima de 50 eV.

31. Com relacdo & imagem de elétrons retroespalhados em microscopio eletrénico de varredura
por emissdo de campo (FEG), é correto afirmar:

A) O aumento do spot size proporciona o aumento da resolugcdo espacial.

B) O aumento da tensdo de aceleracdo de elétrons promove o aumento da resolugao
espacial.

C) A reducdo da tensdo de aceleragcdo de elétrons proporciona o aumento da resolugédo
espacial.

D) A resolucao espacial ndo é afetada pela tensdo de aceleracdo de elétrons, tdo pouco pelo
spot size.
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32.

33.

34.

35.

36.

A interacdo do feixe de elétrons do microscoépio eletrénico de varredura com a amostra ocorre
em um determinado volume de interacdo (efeito pera). Considere as afirmacdes a seguir
relativas a interacao elétrons/matéria.

I A profundidade do volume de interagdo depende da energia dos elétrons incidentes.

Il O volume de interacdo depende da rugosidade da superficie da amostra.

1l | O volume de interacdo depende do niumero atdémico médio da amostra.

IV A profundidade do volume de interacdo depende da energia dos elétrons Auger.

Em relacao ao volume de interacdo, estao corretas as afirmacdes
A) lelll B) Il e lll. C)lelv. D) Il e IV.

Comparando-se as técnicas de EDS (espectroscopia por energia dispersiva) e de WDS
(espectroscopia por comprimento de onda), € correto afirmar:

A) EDS apresenta maior capacidade de deteccdo de elementos leves.
B) WDS apresenta maior resolucéo espectral.
C) EDS discrimina com maior facilidade a resolucédo de fundo.

D) WDS apresenta maior resolucédo espacial.

As afirmacdes a seguir referem-se a analise quimica realizada através de espectroscopia de
energia dispersiva (EDS) e de espectroscopia por dispersdo em comprimento de onda (WDS).

EDS possibilita a observacdo do espectro inteiro de raios-X de modo simultdneo, o
gue permite analise qualitativa rapida dos constituintes principais.

WDS deve ser varrido na faixa de comprimento de onda, sendo necessaria a troca de
varios cristais para cobrir a mesma faixa de energia como o EDS.

Il WDS e o EDS conseguem detectar elementos leves com a mesma resolucéo.

IV EDS nao é afetado pelo volume de interacdo de elétrons.

Em relacdo as duas técnicas de analise quimica, estdo corretas as afirmacdes
A)lelV. B) Il e lll. C)lilelV. D) lell

Os detectores in-lens para microscopia eletrénica de varredura permitem a utilizacéo

A) de maiores distancias de trabalho e provocam menor degradacdo do material da amostra.
B) de menores distancias de trabalho e proporcionam o aumento da profundidade de foco.
C) de menores distancias de trabalho e proporcionam o aumento da resolucéo.

D) de maiores distancias de trabalho e reduzem o efeito de carregamento em amostras de
baixa condutividade elétrica.

A técnica de WDS pode usar janelas que permitem alta transmissédo de raios-X. Para isso, é
necessario que os cristais utilizados para a difracdo dos raios —X apresentem

A) cristais com grandes espacamentos d para difratar os raios-x de curto comprimento de
onda dos elementos leves.

B) cristais com pequenos espagcamentos d para difratar os raios-X de longo comprimento de
onda dos elementos leves.

C) cristais com pequenos espacamentos d para difratar os raios-X de curto comprimento de
onda dos elementos leves.

D) cristais com grandes espacamentos d para difratar os raios-X de longo comprimento de
onda dos elementos leves.

14
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37. As afirmac6es a seguir referem-se aos microscopios eletronicos de varredura por emisséo de
campo (FEG) e aos sistemas convencionais equipados com filamentos de tungsténio ou com
filamentos de hexaboreto de lantanio.

I O sistema FEG necessita de menores temperaturas de excitacédo do filamento.

O filamento de hexaboreto de lantanio possibilita a utilizacdo de menores niveis de
vacuo na coluna em relacdo aos demais.

O filamento convencional de tungsténio apresenta menor tempo de vida em relagéo
aos demais.

O sistema FEG necessita de menores niveis de vacuo na coluna em relagcdo aos
demais.

Em relacdo a esses sistemas, estao corretas as afirmacdes
A) lelll
B) Il e lIl.
C)lelV.
D) Il elV.

38. Na formacédo da imagem em microscopia eletrbnica de transmissao, a variagcdo do aumento
implica que

A) o astigmatismo da imagem necessariamente aumenta.
B) a imagem necessariamente translada.
C) a imagem necessariamente rotaciona.

D) o ponto focal da amostra necessariamente rotaciona.

39. O microscépio eletrénico de varredura de dois feixes (dual beam) é constituido de
A) dois canh@es de elétrons emitindo simultaneamente.
B) dois canhdes de elétrons emitindo intercaladamente.
C) um canhéo de elétrons e um canhao de ions.

D) um canhao de elétrons e uma fonte de raios-X (X-beam).

40. Na microscopia eletrdnica, o feixe eletrbnico é alinhado pela
A) distancia de trabalho e do material do filamento.
B) altura da amostra e da corrente do filamento.
C) corrente das lentes eletromagnéticas e do material do filamento.
D) corrente das lentes eletromagnéticas e do filamento.

N

41. E uma vantagem da tomografia de elétrons em relagdo a reconstrucdo 3D a partir de cortes
seriados:
A) Ser menos trabalhosa, ja que é possivel analisar laminas com espessuras maiores que 1 um.

B) Ser possivel obter imagem tridimensional a partir de uma Unica imagem capturada, exigindo
menos tempo de andlise.

C) Ser capaz de gerar imagens coloridas em funcdo do tipo de estrutura analisada, sendo uma
excelente opc¢ao para o estudo de estruturas complexas.

D) Ser menos trabalhosa e mais precisa, especialmente para estruturas delgadas.
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42.

43.

44.

45.

Deseja-se analisar, por Microscopia Eletrénica de Varredura, a secdo transversal de um
eletrélito ceramico constituido de Céria dopada com Gadolinia (CGO). Necessita-se
guantificar o tamanho de grédo e a presenca de fases secundarias precipitadas nos contornos
de grdo. A opcdo na qual ha a melhor especificacdo das etapas de preparacado, dos
detectores utilizados para geracdo das imagens, do detector para analise quimica e da fonte
de elétrons é:

~ Detector para Detector andlise Fonte de
Etapas de Preparagdo . P
imagens quimica Eletrons
Corte — Polimento —Ataque quimico — Elétrons
A) Recobrimento com Pt retroespalhados EDS w
B) Corte — Polimento - Ataque Térmico - Elétrons WDS FEG
Recobrimento com Au Secundarios
Corte — Ataque térmico — Polimento — Elétrons
C) Recobrimento com Au Secundarios EDS LaBs
Corte — Polimento — Ataque quimico — Elétrons
D) Recobrimento com C Retroespalhados WDS W

A reconstrucdo de imagens de microscopia eletrnica de transmissdo por séries focais é
utilizada para

A) evitar a perda de informag¢des na funcao transferéncia de contraste por meio da utilizagado
de ajustes focais fora da condig¢&o ideal.

B) corrigir pequenas diferencas de ajuste de foco por meio de uma rotina automatizada,
disponivel no préprio sistema do microscoépio.

C) adquirir uma série de imagens em condi¢ao ideal de foco e, posteriormente, construir uma
Unica imagem com resolugcao otimizada.

D) adquirir uma série de imagens com magnificagdes crescentes com a possibilidade de
ajustar o foco automaticamente.

z

O canhao eletrénico é um dos componentes essenciais do Microscépio Eletrénico, sendo
responsavel pela geracdo do feixe eletronico e sua aceleracdo na direcdo da amostra. A
melhor caracterizacdo do feixe de elétrons para o microscopio eletrénico de transmissao é:

A) Os elétrons secundarios, emitidos pelas lentes eletromagnéticas, aumentam o diametro do
feixe eletrénico, gerando ruidos na imagem gerada pelo microscopio.

B) A flutuacdo na tensdo de aceleracdo dos elétrons influenciard na intensidade e no
diametro (spot) do feixe de elétrons, devendo ser corrigido pelas fontes de alta tensao do
equipamento e pelas lentes eletromagnéticas da coluna.

C) A emisséo de elétrons Auger, como resultado da interacdo das bobinas de varredura e das
lentes eletromagnéticas, reduzem consideravelmente a energia do feixe priméario de
elétrons.

D) A coeréncia espacial do feixe eletrfnico incidente ocorre, aleatoriamente, como resultado
da emissao de elétrons priméarios e secundérios na coluna do microscoépio.

Considere as afirmacgdes abaixo sobre EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy):

Possibilita a identificacdo de compostos, jA& que € sensivel ao tipo de ligacao

| . . .
eletrbnica existente na amostra analisada.

E uma técnica semelhante a espectroscopia por energia dispersiva e ndo proporciona

: a identificacao do tipo de ligacdo atbmica existente na amostra.

Permite a determinacdo da espessura da regido analisada e é util para posteriores

" A1 . o Al o
analises que exigem a utilizacao de laminas muito finas.

Apresenta maior resolucdo espectral se comparada com a espectroscopia por energia

IV dispersiva.

Em relacdo a EELS, estdo corretas
A) apenas as afirmacdes Ill e 1V. C) as afirmacdes I, Ill e IV.

B) as afirmacdes I, Il e IV. D) apenas as afirmac@es | e Ill.

16
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46.

47.

48.

49.

A interacdo do feixe de elétrons primarios com a amostra resulta em elétrons de diferentes
naturezas. Sao elétrons com energia acima de 1500 eV, utilizados para a caracterizacédo do
tipo de ligacdo e da natureza quimica da amostra:

A) Elétrons canénicos
B) Elétrons transmitidos
C) Elétrons retroespalhados

D) Elétrons Auger

Sobre a técnica EFTEM (Energy Filtered Transmission Electron Microscopy), considere as
afirmagdes a seguir:

I Promove a obtencdo de imagens muito nitidas, filtrando-se o ruido de fundo.

Il Proporciona a obtenc&o de imagens filtradas por elemento quimico.

I1l | Proporciona a obtencédo de imagens de excitacdo de plasmons.

Por proporcionar a filtragem de energia, € uma técnica que proporciona niveis de
IV | resolugcdo superiores a técnica de microscopia eletrbnica de transmissédo
convencional.

Em relagdo a essa técnica, estéo corretas as afirmacées

A)lelll.
B) e lV.
C)llelll.
D) Il e IV.

Comparando-se um microscopio eletrénico de transmissdo por emissdo de campo (FEG) com
um microscopio eletrénico de transmissdo (MET) equipado com filamento de hexaboreto de
lantanio, € correto afirmar:

A) O equipamento FEG é o mais indicado para reconstrucdo por séries focais, ja que seu
limite de informacéo € mais alto.

B) O equipamento FEG é o mais indicado para reconstrucdo por séries focais, ja que sua
resolucéo de ponto é maior.

z

C) O método de reconstrugdo por séries focais € o mais indicado para 0 microscopio
equipado com filamento de hexaboreto de lantanio, ja que apresenta menor resolucdo de
ponto.

D) O método de reconstrucdo por séries focais € o mais indicado para o microscopio
equipado com filamento de hexaboreto de lantanio, ja que apresenta menor limite de
informacao.

O Microscépio de Forgca Atdmica pode operar em trés regimes diferentes: contato, sem
contato e contato intermitente. As afirmacfes a seguir referem-se a esses regimes.

O modo contato apresenta resolucdo atbmica. A forgca atuante é fortemente
repulsiva e a ponteira pode provocar danos na superficie da amostra.

O modo sem contato apresenta uma menor resolucdo. A forca atuante é
fortemente repulsiva e a ponteira provoca danos na amostra.

O modo contato intermitente é o regime que apresenta a melhor resolugao. A
11 frequéncia de vibracdo é proxima da ressonancia. Ele minimiza os danos na
amostra.

O modo de contato intermitente apresenta baixa resolugcdo. Ele trabalha com
forcas atrativas e minimiza danos na amostra.

v

Em relacdo a esses trés regimes, estdo corretas as afirmacdes

A) 1l e 1l C)llelV.
B) lelll. D) le V.
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50. Em relagdo a interacdo entre a amostra e a ponteira na microscopia de forca atbmica, é
correto afirmar:

A) A contaminacdo na superficie da amostra néo influencia nas forgas de interagao.

B) A geometria e a ponteira influenciam na forca de interagcdo amostra/ponteira, mas o
material da amostra nao representa influéncia significativa nas forcas de interacéo.

C) Os materiais que compdem a amostra e a ponteira, assim como a geometria da ponteira,
podem influenciar nas forcas de interacéo.

D) A geometria da ponteira ndo representa nenhuma influéncia nas forcas de interacao,
guando o microscépio opera no modo intermitente.
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